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В роботі розглядається питання визначення діелектричної проникності багатошарових діелектрич-
них структур. Відзначено, що одним з найбільш розповсюджених методів визначення діелектричної про-
никності багатошарових структур є вимір коефіцієнтів відбиття електромагнітних хвиль інтерференцій-
ними методами. У загальному випадку при проведенні вимірів інтерференційними методами, одному
виміряному значенню коефіцієнта відбиття може відповідати безліч значень діелектричної проникності.
Ця невизначеність може бути усунена, якщо є можливість попереднього визначення впливу на коефіцієн-
ти відбиття різних параметрів зондуючих електромагнітних хвиль. Зокрема є  важливим отримання попе-
редньої оцінки впливу кутів падіння та поляризації на діапазон зміни коефіцієнтів відбиття при зміні
одного з параметрів структур. Це дозволяє отримати попередню оцінку меж діапазону зміни коефіцієнта
відбиття при зміні параметру, який досліджується.

У даній роботі розглянуто випадок падіння на багатошарову діелектричну структуру плоскої елект-
ромагнітної хвилі, у якій магнітне поле перпендикулярно площині падіння, тобто з Н-поляризацією. Мета
роботи – розробка моделі поширення Н-поляризованої електромагнітної хвилі скрізь багатошарову діеле-
ктричну структуру при довільному куті падіння і визначення межі діапазону зміни коефіцієнта відбиття
при зміні діелектричної проникності її шарів. Розроблено модель розповсюдження Н-поляризованої елек-
тромагнітної хвилі в двошаровій діелектричній структурі, яку розташовано на металевій основі з ідеаль-
ною провідністю. Кут падіння електромагнітної хвилі на неї з повітря є довільним. Запропонована модель
дозволяє оцінювати коефіцієнт відбиття електромагнітної хвилі по параметрам структури і куту падіння
хвилі.  Модель дає можливість отримати аналітичну оцінку межі діапазону зміни коефіцієнта відбиття при
зміні діелектричної проникності і товщини кожного з шарів діелектричної структури. З використанням
розробленої моделі було отримано залежності модуля коефіцієнта відбиття від кута падіння та діелектри-
чної проникності другого шару.
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лектричні структури.
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